
平素はBrukerAFMをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。　この度日ごろよりBrukerAFMをご利用いただいているユーザー様を対象としたユー
ザーミーティングを開催する運びとなりました。　本ミーティングでは特別企画と致しまして、機械特性評価に関するパネルディスカッションを予定しています。
日ごろAFMでユーザー様が考えられている計測における工夫や課題点を議論していただき、前処理~測定~解析まで、運用における有意義な情報交換ができる
場にしたいと考えております。BrukerからはAFMプロダクト責任者のThomas Mullerより、現在そして将来のAFMについて講演を予定しています。　
加えてNanoScopeAnalysisの解析TIPSや最新ソリューションのご紹介と盛りだくさんの内容となっております。　ユーザー様に有益な情報がご提供できるまた
とない機会になると思いますので、長くご利用されている方から導入を控えた方まで是非ご参加いただければ幸いです。

開催概要

ブルカージャパン（株） ナノ表面計測事業部

●

会場：東京 茅場町スペース まる八 

日時：2019年8月1日（木） 13:00-1７:30  （1２:３0受付開始）
会場：貸会議室スペース まる八　茅場町

（http://space-maruhachi.com/contact/）
　　 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-12-2 
　　　　樋口本店ビル8F
 (日比谷線・東西線茅 場 町 駅→徒歩1 分)
 茅場町駅3番出口を出てすぐ、永代通り沿い
 のスターバックスコーヒーのあるビルの8Ｆ
定員：30名
対象：Bruker（DI/Veeco/TM/JPK/Anasys他）AFMユーザーのお客様

プログラム

13：00～13：30   イントロダクション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

13：40～14：40  【特別企画 : パネルディスカッション】
             テーマ：「機械特性評価（ForceCurve/ForceVolume/PeakForceQNM）をいかに使いこなすか」
　　　　　　　  モデレータ：  東京工業大学 　中嶋 健　教授

15：00～16:00  「ブルカーが考えるこれからのAFM(仮）」　
              Bruker Nano Surfaces Division   Director of Product Management and Applications Development    Thomas Muller, Ph.D.

16：00～17：00  Nanoscope Analysis の使い方TIPS
                            ブルカージャパン株式会社　ナノ表面計測事業部 アプリケーション部

17:00～17:30   「Bruker最新AFMソリューションのご案内」 
 　　　 ブルカージャパン株式会社　ナノ表面計測事業部 営業部・サービス部          
　　　　　　　　　　　※　予定しておりました懇親会は、会場の都合により無くなりました。

※内容は一部変更となる場合がございます。予めご了承ください。

会場マップ
QR コード

▼

WEB登録サイト 
https://mbns.bruker.com/acton/media/9063/afmusermeeting

＜お申込み＞ Telまたはメール、もしくは下記WEB登録フォーム、にてお申込みください。 ▼　WEB 登録サイト
QR コード

会場：スペースまる八
           茅場町

3/19
(火)

QR コ ド

電話： 03-3523-6361 ／ Mail : info-nano.bns.jp@bruker.com
ナノ表面計測事業部ブルカージャパン株式会社

2019年6月27日(木)

ブルカーAFMユーザーミーティング2019
～より深くAFMを使いこなす～ 

2019年８月１日(木)　東京茅場町
REGISTER NOW


